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Серед не такої вже й численної геодезичної і фо то -
грамметричної літератури останніх років ви ок рем -
люється монографія В. М. Мельника та А. В. Шостак
"Растрово-електронна стереомікрофрактографія",
ви дана Волинським національним університетом
іме ні Лесі Українки в 2009 р.

В. М. Мельник, знаний вчений в галузі геодезії,
фо  тограмметрії та картографії, насамперед відомий
фа  хівцям численними працями із застосування фо -
тограмметрії в растровій електронній мікроскопії.
Він фактично є творцем наукової школи в Україні у
цій складній сфері людських знань.

Значний доробок з питань застосування в прик -
лад них сферах РЕМ, зокрема у фрактографії, має і
А. В. Шостак, про що свідчать її наукові праці.

Монографія підсумовує наукові здобутки обох
авторів.

Останні 10-15 років минулого століття характерні
ве ликою зацікавленістю науки і практики в дослід -
жен нях з допомогою електронних мікроскопів раст -
ро вого (РЕМ) та сканувально-тунельного (СТМ) ти -
пів. Без перебільшення, спочатку спостерігався
РЕМ- бум, а потім стали надавати перевагу скану -
валь ній тунельній мікроскопії. В цьому плані особ ли -
ве місце відводиться 3D-дослідженням на мік рон но -
му та субмікронному рівнях. Рецензовану моногра -
фію присвячено саме цьому напряму.

Монографію укладено за класичною структурою,
во на містить: вступ, 6 розділів, висновки, список лі -
тератури. Уявлення про її зміст дають назви розділів:
1. Загальні питання і проблеми стерео мікро фрак то гра -
фії. 2. Методи аналітичного опрацювання елек т рон но-
мікроскопічних зображень. 3. Калібрування гео мет -
рич них спотворень електронно-мікро ско піч них зоб ра -
жень. 4. Цифрова обробка РЕМ-зображень. 5. По бу до -
ва цифрових моделей мікрорельєфу та їх ана  ліз. 6.
Прак тика РЕМ-стереофрактографічних досліджень.

Враховуючи нетрадиційність підходів авторів мо -
но графії, подамо дещо ширший виклад змісту її
розділів.

У першому розділі в стислій формі розглянуто за -
галь ні питання та проблеми кількісної стерео мік ро -
фрак тографії. У другому подано узагальнену теорію
ана літичної РЕМ-фотограмметрії. Вперше з позицій
гео метричної оптики розв’язано пряму фото грам мет -
ричну засічку як алгебраїчну задачу на власні числа,
запропоновано адаптовані до умов мікроскопії ори гі -
наль ні методики визначення знімальних параметрів
та елементів орієнтування тощо.

Третій розділ монографії присвячено тео ре тич -
ним та експериментальним дослідженням гео мет рич -
них спотворень (дисторсії) РЕМ, які стосуються різ -
них типів приладів. У мікроскопії такі дослідження є
аб солютно новаторськими, а за своєю постановкою і
гли биною – фундаментальними.

Змістовними і досить цікавими, на наш погляд, є
роз робки методів та алгоритмів побудови цифрових

мо делей мікрооб’єктів (ЦММР), які можуть бути ос -
но вою автоматизованих комплексів фото грам мет -
ричного забезпечення тривимірного моделювання
РЕМ-зображень, що викладено у четвертому і п’я -
то му розділах. Тут варто зазначити, що багато ре зуль -
татів, отриманих авторами стосовно побудови
ЦММР, зокрема принципи математично-статис тич -
ної оцінки, кореляційно-спектрального аналізу влас -
ти востей ЦММР, можна успішно використати для
оцін ки традиційних ЦМР, отриманих фото грам мет -
рич ними та картометричними методами. Високої
оцін ки заслуговують дослідження авторами так зва -
них фрактальних властивостей об’єктів. Вони охоп -
лю ють значний спектр сучасних дослідницьких ме то -
дів фізики та хімії. Широке застосування знайшли
дослідження фрактальної структури поверхонь в
оцінці деструктивних змін кісткової тканини, ме ха ні -
ки руйнування металів, при аналізі мікроструктури
ґрун тів, гірських порід і т. д. Методи РЕМ-стерео мет -
рії можна застосовувати для дослідження нестан -
дарт них об’єктів, наприклад, музейних експонатів
(тка нин, шкір), форми й розмірів зразків харчової та
кон дитерської промисловості тощо.

Багатий фактичний матеріал практичного засто -
су вання РЕМ-стереофрактографії подано в шостому
розділі.

У своїй сукупності зміст розділів дає можливість
склас ти повне уявлення про загальний спектр проб -
лем, які підняли і досить глибоко опрацювали автори
мо нографії. Відчувається, що вони досконало воло ді -
ють математичним апаратом, всі викладки тео ретич -
но строгі та обґрунтовані. Стосовно конструк тив нос -
ті пропонованих підходів, гіпотез та концепцій, то ос -
таннє потребує тривалого часового відрізку для нау -
ко вої апробації та адаптації результатів досліджень.

Монографію написано в дидактичному стилі (від
азів до сучасного рівня), деякі питання розглянуто з
різ них позицій, вказано ще невирішені завдання та
сфе ри застосування різних методик, акцентовано на
їх актуальності та перспективності.

Як зауваження хочемо вказати на деякі нечіткі ри -
сунки, зокрема гістограми, які дещо ускладнюють ко -
рект не опрацювання відповідного матеріалу, але це
вже більше вина видавництва, ніж авторів.

Загалом немає сумніву, що запропонована мо но -
гра фія стане в нагоді науковим працівникам, аспі ран -
там та студентам не тільки геодезичного профілю, а й
інших інженерно-технічних спеціальностей.
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